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一种超声波检测仪器，用于检测裂缝并在裂缝的深度方向上进行施胶。
通过包括在公共传感器中的发射器元件阵列和接收器元件阵列，在包括
超声波到检​​查目标材料的透射角度的总和的一半的位置的范围内电子扫
描聚焦声场之间的聚焦点。接收来自检查目标材料的衍射回波角为30
度，从而从接收的衍射回波中检测出裂缝的尖端部分。因此，用于检测
待检查对象中的衍射波并执行裂缝检查的超声波检查仪器的可检测性被
稳定并保持高水平。


